
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被測定デバイスにテストパターンを印可して被測定デバイスの電源電流を解析する電源電
流解析装置複数と接続され、前記電源電流解析装置それぞれの動作を制御する制御装置に
おいて、
前記電源電流解析装置それぞれの解析結果を受信する受信手段と、
前記受信手段により受信される前記電源電流解析装置それぞれの解析結果同士を比較する
ことにより、前記電源電流解析装置それぞれにより測定される被測定デバイスの良否を判
定する判定手段と、
を備えることを特徴とする制御装置。
【請求項２】
前記複数の電源電流解析装置の内、基準とする電源電流解析装置を設定する設定手段を更
に備え、
前記判定手段は、前記設定手段により設定される電源電流解析装置の解析結果を基準とし
て、他の電源電流解析装置の解析結果を比較することを特徴とする請求項１記載の制御装
置。
【請求項３】
前記テストパターンを、１以上のパターン区間に分割する区間分割手段と、
前記区間分割手段により分割されるパターン区間に基づいて、前記電源電流解析装置の解
析動作を制御する制御手段と、
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を更に備えることを特徴とする請求項１または２記載の制御装置。
【請求項４】
前記区間分割手段は、分割済みのパターン区間を更に１以上のパターン区間に再帰的に分
割する手段を備えることを特徴とする請求項３記載の制御装置。
【請求項５】
被測定デバイスにテストパターンを印可して被測定デバイスの電源電流を解析する電源電
流解析装置複数と、
前記電源電流解析装置それぞれと接続される請求項１～４の何れかに記載の制御装置と、
を備えることを特徴とする半導体試験装置。
【請求項６】
被測定デバイスにテストパターンを印可して被測定デバイスの電源電流を解析する電源電
流解析装置複数と接続され、前記電源電流解析装置それぞれの動作を制御するためのコン
ピュータに、
前記電源電流解析装置それぞれの解析結果を受信する受信手段と、
前記受信手段により受信される前記電源電流解析装置それぞれの解析結果同士を比較する
ことにより、前記電源電流解析装置それぞれにより測定される被測定デバイスの良否を判
定する判定手段と、
を機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被測定デバイスにテストパターンを印可して被測定デバイスの電源電流を解析
する電源電流解析装置複数と接続され、前記電源電流解析装置それぞれの動作を制御する
制御装置等に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図７は、従来の半導体試験装置８００の構成を示すブロック図である。半導体試験装置８
００は、電源電流解析装置８１１～８１ｎ（以下、包括的に電源電流解析装置８１と言う
。）及びコンピュータ８７によって構成され、電源電流解析装置８１にはそれぞれＤＵＴ
（被測定デバイス： Device Under Test）８６１～８６ｎ（以下、包括的にＤＵＴ８６と
言う。）が接続される。
【０００３】
電源電流解析装置８１１は、ＤＵＴ用電源８２１（以下、包括的にＤＵＴ用電源８２と言
う。）、電源電流検出ユニット８３１（以下、包括的に電源電流検出ユニット８３と言う
。）、周波数解析ユニット８４１（以下、包括的に周波数解析ユニット８４と言う。）、
テストパターン発生ユニット８５１（以下、包括的にテストパターン発生ユニット８５と
言う。）を備える。電源電流解析装置８１２～８１ｎも同様の構成であり、コンピュータ
８７に並列に接続されている。
【０００４】
また、コンピュータ８７の出力はＤＵＴ用電源８２、周波数解析ユニット８４及びテスト
パターン発生ユニット８５に接続される。ＤＵＴ用電源８２の出力は電源電流検出ユニッ
ト８３に接続され、電源電流検出ユニット８３の出力は周波数解析ユニット８４とＤＵＴ
８６の電源ピンに接続される。また、テストパターン発生ユニット８５の出力はＤＵＴ８
６のＩＯピンへ接続される。
【０００５】
ＤＵＴ用電源８２は、コンピュータ８７で設定された電圧を出力し、電源電流検出ユニッ
ト８３を経由して、ＤＵＴ８６の電源ピンへ電圧を印加する。
【０００６】
電源電流検出ユニット８３は、ＤＵＴ８６の電源ピンの電流値を計測し、その結果を周波
数解析ユニット８４に出力し、更にコンピュータ８７へ出力する。
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【０００７】
周波数解析ユニット８４は、コンピュータ８７から指定される測定条件に従って、電源電
流検出ユニット８３から入力したＤＵＴ８６の電源ピンの電流値に関して周波数解析を行
い、その結果をコンピュータ８７へ出力する。
【０００８】
テストパターン発生ユニット８５は、コンピュータ８７が指示する動作タイミングに従い
、ＤＵＴ８６のＩＯピンに対してテストパターン信号を出力する。
【０００９】
コンピュータ８７は、ＤＵＴ用電源８２に対してＤＵＴ８６の電源ピンに印加する電圧を
設定し、周波数解析ユニット８４から計測結果を入力して、データ処理やＤＵＴ８６の不
良判定をする。また、電源電流検出ユニット８３からＤＵＴ８６の電源ピンの電流値を入
力し、周波数解析ユニット８４の解析条件を設定する。そして、テストパターン発生ユニ
ット８５の発生するテストパターンと、電源電流検出ユニット８３及び周波数解析ユニッ
ト８４の動作タイミングを指示する信号を出力する。
【００１０】
図８は、図７の半導体試験装置８００を用いた従来の半導体試験方法を説明するための図
である。コンピュータ８７には、ｎ個のＤＵＴ８６に関する電源電流解析装置８１の解析
結果が入力される。コンピュータ８７は、該解析結果と予め設定された基準値との比較に
より、各ＤＵＴ８６の不良判定をする。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、半導体試験装置８００において、ＤＵＴの不良判定をすることは重要であるが、
不良であるＤＵＴが検出された場合、該ＤＵＴに入力したテストパターンにおいて、不良
動作の発生箇所を検出することも望まれる。
【００１２】
しかしながら、従来の半導体試験方法においては、良／不良の判定は可能であるが、不良
であるＤＵＴに対する不良箇所の検出はできない。そのため、不良箇所を検出するために
は、例えば、特開平９－２１１０８８号公報などの故障検出方法等も知られているが、別
の解析手段や装置等が必要となり、その為の時間や費用を必要としていた。
【００１３】
更に、コンピュータ８７に設定されている基準値を決定する際は、複数のＤＵＴに対して
試験を複数回行って基準値を決定していた為、この基準値の設定に関しても時間と労力を
必要としていた。
【００１４】
本発明の課題は、予め基準値を設定せずにＤＵＴの試験を行い、更に不良箇所を検出する
ことである。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
請求項１記載の発明の制御装置（例えば、図１のコンピュータ１７）は、被測定デバイス
にテストパターンを印可して被測定デバイスの電源電流を解析する電源電流解析装置（例
えば、図１の電源電流解析装置１１１）複数と接続され、前記電源電流解析装置それぞれ
の動作を制御する制御装置において、前記電源電流解析装置それぞれの解析結果を受信す
る受信手段（例えば、図２の通信部２６）と、前記受信手段により受信される前記電源電
流解析装置それぞれの解析結果同士を比較することにより、前記電源電流解析装置それぞ
れにより測定される被測定デバイスの良否を判定する判定手段（例えば、図２の試験実行
プログラム２３１）と、を備えることを特徴としている。
【００１６】
更に、請求項６記載の発明のプログラムは、被測定デバイスにテストパターンを印可して
被測定デバイスの電源電流を解析する電源電流解析装置複数と接続され、前記電源電流解
析装置それぞれの動作を制御するためのコンピュータに、前記電源電流解析装置それぞれ
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の解析結果を受信する受信手段と、前記受信手段により受信される前記電源電流解析装置
それぞれの解析結果同士を比較することにより、前記電源電流解析装置それぞれにより測
定される被測定デバイスの良否を判定する判定手段と、を機能させることを特徴としてい
る。
【００１７】
この請求項１及び６記載の発明によれば、複数の電源電流解析装置の出力する解析結果同
士を比較することによって被測定デバイスの不良判定をすることにより、基準値を予め設
定する必要がなく、基準値を決定するための時間と労力を削減できる。
【００１８】
また、請求項２記載の発明のように、請求項１記載の制御装置において、前記複数の電源
電流解析装置の内、基準とする電源電流解析装置を設定する設定手段を更に備え、前記判
定手段は、前記設定手段により設定される電源電流解析装置の解析結果を基準として、他
の電源電流解析装置の解析結果を比較することとしてもよい。
【００１９】
この請求項２記載の発明によれば、例えば、設定手段により設定された電源電流解析装置
に既に良品と分かっている被測定デバイスを設置し、該電源電流解析装置の解析結果と他
の電源電流解析装置の解析結果とを比較する。このことによって、基準値を予め設定する
必要がないため、基準値を決定するための時間と労力を削減できる。
【００２０】
更に、請求項３記載の発明のように、請求項１又は２記載の制御装置において、前記テス
トパターンを、１以上のパターン区間に分割する区間分割手段と、前記区間分割手段によ
り分割されるパターン区間に基づいて、前記電源電流解析装置の解析動作を制御する制御
手段（例えば、図２の不良箇所特定処理プログラム２３２）と、を更に備える制御装置を
構成してもよい。
【００２１】
この請求項３記載の発明によれば、テストパターンを分割して被測定デバイスの不良解析
をすることにより、不良である被測定デバイスにおいて、テストパターン内の不良発生箇
所を検出できる。その例として、例えば、請求項４記載の発明のように、前記区間分割手
段は、分割済みのパターン区間を更に１以上のパターン区間に再帰的に分割する手段を備
えることとしてもよい。これにより、不良箇所を検出するための別の測定が不要となり、
時間と労力を削減できる。
【００２２】
この請求項４記載の発明によれば、テストパターンの分割を繰り返すことによって、不良
である被測定デバイスにおいて、テストパターン内の不良発生箇所を検出できる。
【００２３】
勿論、これらの制御装置を備える半導体試験装置を構成してもよい。請求項５記載の半導
体試験装置のように、被測定デバイスにテストパターンを印可して被測定デバイスの電源
電流を解析する電源電流解析装置複数と、前記電源電流解析装置それぞれと接続される請
求項１～４の何れかに記載の制御装置と、を備える半導体試験装置を構成してもよい。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、図１～図６を参照して本発明を適用した実施の形態を詳細に説明する。図１は、本
実施の形態である半導体試験装置１００のブロック構成を示す図である。本実施の形態で
ある半導体試験装置１００のブロック構成は、図７と同一である。また、相違する機能ブ
ロックはコンピュータ１７とテストパターン発生ユニット１５１（以下、包括的にテスト
パターン発生ユニット１５と言う。）である。このため、同一の機能ブロックについては
、同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００２５】
テストパターン発生ユニット１５は、試験が実行されるパターン区間に基づいた設定信号
がコンピュータ１７より入力され、そのパターン区間について、ＤＵＴ８６のＩＯピンに
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対してテストパターン信号を出力する。
【００２６】
コンピュータ１７は、ＤＵＴ用電源８２に対してＤＵＴ８６の電源ピンに印加する電圧を
設定し、周波数解析ユニット８４から計測結果を入力して、データ処理やＤＵＴ８６の不
良判定をする。また、電源電流検出ユニット８３からＤＵＴ８６の電源ピンの電流値を入
力し、周波数解析ユニット８４の解析条件を設定し、テストパターン発生ユニット１５の
発生するテストパターンにおいてパターン区間を設定し、その設定信号を出力する。そし
て、テストパターン発生ユニット１５の発生するテストパターンと、電源電流検出ユニッ
ト８３１及び周波数解析ユニット８４の動作タイミングを指示する信号を出力する。
【００２７】
図２は、コンピュータ１７のハードウェア構成を示す図であり、ＣＰＵ（中央演算装置：
Central Processing Unit）２１、ＲＡＭ（ Random Access Memory）２２、記憶部２３、
入力部２４、表示部２５及び通信部２６によって構成されており、各部はバス２７によっ
て接続されている。
【００２８】
ＣＰＵ２１は、記憶部２３に記憶されている各種アプリケーションプログラム中の指定さ
れたアプリケーションプログラムをＲＡＭ２２に格納し、この入力指示および入力データ
に応じて、ＲＡＭ２２に格納したアプリケーションプログラムに従って各種処理を実行し
、その処理結果をＲＡＭ２２に格納するとともに、表示部２５へ表示する。
【００２９】
ＲＡＭ２２は、各種アプリケーションプログラムの実行によって作成されたデータ等を記
憶する。解析結果記憶領域２２１は、試験実行プログラム２３１の実行によって電源電流
解析装置１１からコンピュータ１７へ送信された解析結果を記憶する領域である。
【００３０】
記憶部２３は、各種アプリケーションプログラムおよびデータを記憶するものであり、ハ
ードディスク等で構成される。ここでは、試験実行プログラム２３１及び不良箇所特定処
理プログラム２３２が記憶されている。
【００３１】
試験実行プログラム２３１は、コンピュータ１７が電源電流解析装置１１に対してＤＵＴ
８６の試験を実行させるためのプログラムであり、不良箇所特定処理プログラム２３２は
、ＤＵＴ８６の試験の際に不良が検出された場合、テストパターン内の不良箇所を検出す
るためのプログラムである。
【００３２】
入力部２４は、コンピュータ１７のユーザが数値の入力、あるいはアプリケーションプロ
グラムを実行指示等するものであり、キーボード等で構成される。
【００３３】
表示部２５は、入力部２４において入力された文字や符号、アプリケーションプログラム
の処理結果など、コンピュータ８７を使用するために必要なデータが表示される部分であ
り、ＣＲＴ（ブラウン管： Cathode Ray Tube）やＬＣＤ（液晶ディスプレイ： Liquid Cry
stal Display）などで構成される。
【００３４】
通信部２６は、電源電流解析装置１１等の外部装置との信号の送受信するためのインター
フェースであり、ＣＰＵ２１からの信号によって動作する。
【００３５】
図３は、本実施の形態における半導体試験方法を説明するための図である。コンピュータ
１７には、ｎ個の電源電流解析装置１１の測定結果が入力される。ここで、電源電流解析
装置１１１には良品であるＤＵＴを予め接続し、コンピュータ１７は入力した測定結果の
うち、電源電流解析装置１１１の測定結果を基準値として、該測定結果と電源電流解析装
置１１２～１１ｎの測定結果とを比較することにより、不良判定をする。これにより、コ
ンピュータ１７に不良判定の為の基準値を予め設定しなくてもよいため、該基準値を決定
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するための作業時間を削減できる。
【００３６】
尚、良品であるＤＵＴは、必ずしも電源電流解析装置１１１に接続されなくてもよく、そ
れ以外でもよい。
【００３７】
次に、本実施の形態の半導体試験方法において、不良が検出された場合の不良箇所の検出
方法について説明する。まず図４は、ＤＵＴ８６の試験の際に用いるテストパターン４０
の構造の一例を示す図である。テストパターン４０は、コンピュータ１７により実行され
たプログラムに従って、テストパターン発生ユニット１５の回路により生成され、ＤＵＴ
８６のＩＯピンに入力される試験信号の集合によって構成される。Ｌ０～Ｌ９９９の番号
は、テストパターン４０におけるライン番号である。
【００３８】
図３において、例えば、テストパターン４０に従ってＤＵＴ８６の半導体試験を行って、
あるＤＵＴ８６に不良が発見された場合、テストパターン４０を二分して、Ｌ０～Ｌ５０
０（図４における、領域Ａ・Ｂ）とＬ５０１～Ｌ９９９（領域Ｃ・Ｄ）のテストパターン
について試験する。Ｌ０～Ｌ５００のテストパターンにおいて不良が検出されなかった時
、次にＬ５０１～Ｌ９９９のテストパターンについて試験する。この時に不良が検出され
た場合、Ｌ５０１～Ｌ９９９のテストパターンを更に二分して、Ｌ５０１～Ｌ７５０（領
域Ｃ）とＬ７５１～Ｌ９９９（領域Ｄ）のテストパターンについて試験する。この時、Ｌ
５０１～Ｌ７５０のテストパターンについて不良が検出された場合、Ｌ５０１～Ｌ７５０
のテストパターンを更に二分し、それぞれのテストパターンについて試験する。
【００３９】
図５は、ＣＰＵ２１による試験実行プログラム２３１の実行に係る、コンピュータ１７の
動作を示すフローチャートである。まずＣＰＵ２１は、電源電流解析装置１１に対して、
試験開始を示す各種信号を出力し、試験を実行する（ステップＡ１）。具体的には、ＤＵ
Ｔ用電源８２、周波数解析ユニット８４及びテストパターン発生ユニット１５において、
試験開始を示す信号や、ＤＵＴ８６の電源ピンに印加する電圧を示す設定信号等をＤＵＴ
用電源８２に出力する。また、テストパターン４０において、試験に用いるパターン区間
の設定信号をテストパターン発生ユニット１５に出力する。試験終了後、電源電流検出ユ
ニット８３が検出した電源電流を周波数解析ユニット８４が周波数解析を行い、その解析
結果が通信部２６を介して解析結果記憶領域２２１に記憶される。
【００４０】
次に、変数ｍに２を代入し（ステップＡ２）、ＣＰＵ２１は解析結果記憶領域２２１を読
み出して、良品であるＤＵＴが接続されている電源電流解析装置１１１の解析結果と電源
電流解析装置１１ｍの解析結果とを比較する（ステップＡ３）。
【００４１】
良品であるＤＵＴが接続されている電源電流解析装置１１１の解析結果と電源電流解析装
置１１ｍの解析結果とが一致した場合（ステップＡ４：Ｎｏ）、ＣＰＵ２１は電源電流解
析装置１１ｍに接続されたＤＵＴは良品と判定し、ステップＡ６へ処理を移行する。
【００４２】
一方、上記２つの解析結果が一致しなかった場合（ステップＡ４：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ２１
は電源電流解析装置１１ｍに接続されたＤＵＴ１６ｍを不良と判定し、不良箇所特定処理
プログラム２３２へ処理を移行する。該プログラムの詳細は後述する。
【００４３】
続いてＣＰＵ２１は、ステップＡ３における比較結果、ステップＡ５における不良箇所特
定処理プログラム２３２の処理結果等を表示部２５へ表示し（ステップＡ６）、変数ｍに
１を加算する（ステップＡ７）。
【００４４】
次にＣＰＵ２１は変数ｎ（ｎはＤＵＴ８６の個数）と変数ｍを比較し、変数ｍが変数ｎ以
下の場合（ステップＡ８：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ２１は処理をステップＡ３に移行する。一方
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、変数ｍが変数ｎより大きい場合（ステップＡ８：Ｎｏ）、電源電流解析装置１１の全て
の解析結果について比較したとして、ＣＰＵ２１は処理を終了する。
【００４５】
図６は、ＣＰＵ２１による不良箇所特定処理プログラム２３２の実行に係る、コンピュー
タ１７の動作を示すフローチャートである。最初にＣＰＵ２１は、変数Ｌｍｉｎにテスト
パターン４０の最小ライン番号を、変数Ｌｍａｘにテストパターン４０の最大ライン番号
を代入する（ステップＢ１）。例えば、テストパターン４０の場合、Ｌｍｉｎ＝０となり
、Ｌｍａｘ＝９９９となる。
【００４６】
続いて、ＣＰＵ２１は変数Ｘに対して、Ｌｍａｘ／２の計算結果を代入する（ステップＢ
２）。ここで変数Ｘは正の整数とし、Ｌｍａｘ／２の解の小数点以下は切り上げとする。
【００４７】
次にＣＰＵ２１は、良品であるＤＵＴが接続されている電源電流解析装置１１１と接続さ
れている不良と判定されたＤＵＴが接続されている電源電流解析装置に対して、ライン番
号Ｌｍｉｎ～Ｘのパターン区間についての試験を実行し、解析結果を比較する（ステップ
Ｂ３）。
【００４８】
解析結果が一致しなかった場合（ステップＢ４：Ｙｅｓ）、ライン番号Ｌｍｉｎ～Ｘのパ
ターン区間内に不良箇所が存在するとして、該区間について、更に不良検出をする。ＣＰ
Ｕ２１は変数Ｌｍａｘに変数Ｘを代入し（ステップＢ５）、処理をステップＢ９へ移行す
る。
【００４９】
一方、解析結果が一致した場合（ステップＢ４：Ｎｏ）、ライン番号Ｌｍｉｎ～Ｘのパタ
ーン区間内に不良箇所が存在しないとして、ＣＰＵ２１は良品であるＤＵＴが接続されて
いる電源電流解析装置１１１と接続されている不良と判定されたＤＵＴが接続されている
電源電流解析装置に対して、ライン番号Ｘ＋１～Ｌｍａｘのパターン区間についての解析
結果を比較する（ステップＢ６）。
【００５０】
解析結果が一致した場合（ステップＢ７：Ｎｏ）、不良箇所は検出されなかったとして、
ＣＰＵ２１は処理を終了する。一方、解析結果が一致しなかった場合（ステップＢ７：Ｙ
ｅｓ）、ライン番号Ｘ＋１～Ｌｍａｘのパターン区間内に不良箇所が存在するとして、該
区間について、更に不良検出をする。ＣＰＵ２１は変数Ｌｍｉｎに変数Ｘ＋１を代入し（
ステップＢ５）、ＬｍａｘとＬｍｉｎを比較する。ＬｍａｘとＬｍｉｎが同値でない場合
（ステップＢ９：Ｎｏ）、ＣＰＵ２１は不良が検出されたパターン区間において、更に分
割可能と判断し、ステップＢ２へ処理を移行する。
【００５１】
一方、ＬｍａｘとＬｍｉｎが同値である場合（ステップＢ９：Ｙｅｓ）、不良箇所が検出
されたとして、ＣＰＵ２１はライン番号Ｌｍｉｎ（あるいは、ライン番号Ｌｍａｘ）を不
良ライン番号としてＲＡＭ２２に記憶し（ステップＢ１０）、処理を終了する。
【００５２】
このように、半導体試験においてＤＵＴ８６に不良が発見された場合、テストパターン４
０のパターン区間を再帰的に分割していくことによって、パターン区間を徐々に小さくし
ていき、テストパターン４０における不良箇所を検出する。
【００５３】
ここで、テストパターン４０のライン番号を二分していくこととしたが、テストパターン
４０に複数のテストが含まれ、各テスト共々に一連であるが故に、任意のライン番号で区
切れない場合が生じ得る。その場合には、分割可能な箇所でテストパターン４０を分割す
ることにより実現できる。より具体的には、テストパターン４０の内、分割可能な箇所を
予め指定しておき、不良箇所特定処理プログラム２３２において、この指定した箇所に基
づいて再帰的な分割をすることで実現できる。
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【００５４】
また、不良箇所特定処理プログラム２３２は、不良箇所が１つの場合について説明したが
、不良箇所が複数ある場合は、その不良箇所の個数回ほど不良箇所特定処理プログラム２
３２を繰り返す。その際、既に不良箇所として検出されたライン番号は、ＲＡＭ２２１に
記憶する等して、検出対象から外す必要がある。
【００５５】
以上より、ｎ個の電源電流解析装置８１のうち、１つの電源電流解析装置に良品であるＤ
ＵＴを接続して試験を実行することにより、良品であるＤＵＴの接続されている電源電流
解析装置の解析結果を基準値として、他の電源電流解析装置８１の解析結果と比較する。
これにより、試験実行前に基準値を決定しコンピュータ８７に記憶する設定がなく、試験
時間と労力を削減できる。
【００５６】
また、不良であるＤＵＴを発見した場合、不良箇所特定処理プログラム２３２を実行する
ことによって、テストパターン４０内の不良箇所が検出されるまでパターン区分を繰り返
し分割して解析結果を比較することにより、不良箇所を検出できる。これにより、不良箇
所の検出のために別の測定をする必要がなくなり、試験時間や労力、試験の為の費用を削
減できる。
【００５７】
【発明の効果】
請求項１及び６記載の発明によれば、複数の電源電流解析装置の出力する解析結果同士を
比較することによって被測定デバイスの不良判定をすることにより、解析結果を比較する
基準値を予め設定する必要がなく、基準値を決定するための時間と労力を削減できる。
【００５８】
請求項２記載の発明によれば、例えば、設定手段により設定された電源電流解析装置に既
に良品と分かっている被測定デバイスを設置し、該電源電流解析装置の解析結果と他の電
源電流解析装置の解析結果とを比較することによって、解析結果を比較する基準値を予め
設定する必要がないため、基準値を決定するための時間と労力を削減できる。
【００５９】
請求項３記載の発明によれば、テストパターンを分割して被測定デバイスの不良解析をす
ることにより、不良である被測定デバイスにおいて、テストパターン内の不良発生箇所を
検出できる。これにより、不良箇所を検出するための別の測定が不要となり、時間と労力
を削減できる。
【００６０】
請求項４記載の発明によれば、テストパターンの分割を繰り返すことによって、不良であ
る被測定デバイスにおいて、テストパターン内の不良発生箇所を検出できる。従って、不
良箇所を検出するための別の測定が不要となり、時間と労力を削減できる。
【００６１】
請求項５記載の発明によれば、複数の電源電流解析装置の内、１つの電源電流解析装置に
既に良品と分かっている被測定デバイスを接続し、該電源電流解析装置の解析結果と他の
電源電流解析装置の解析結果とを比較することによって、解析結果を比較する基準値を予
め設定する必要がないため、基準値を決定するための時間と労力を削減できる。更に、テ
ストパターンの分割を繰り返すことによって、例えば、被測定デバイスにおいて不良品を
発見した場合、テストパターンにおける不良発生箇所を検出できる。これにより、不良箇
所を検出するための別の測定が不要となり、時間と労力を削減できる。更に、半導体試験
に関する費用も削減できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態における、半導体試験装置の構成を示すブロック図。
【図２】本実施の形態における、コンピュータ８７のハードウェア構成を示す図。
【図３】本実施の形態における、半導体試験方法を示した図。
【図４】ＤＵＴの試験の際に用いるテストパターンの一例を示す図。
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【図５】試験実行プログラムの動作フローチャート。
【図６】不良箇所特定処理プログラムの動作フローチャート。
【図７】従来の半導体試験装置の構成を示すブロック図。
【図８】従来の半導体試験方法を示す図。
【符号の説明】
２１　　ＣＰＵ
２２　　ＲＡＭ
２２１　　解析結果記憶領域
２３　　記憶部
２３１　　試験実行プログラム
２３２　　不良箇所特定処理プログラム
２４　　入力部
２５　　表示部
２６　　通信部
１１１　　電源電流解析装置
８２１　　ＤＵＴ用電源
８３１　　電源電流検出ユニット
８４１　　周波数解析ユニット
１５１　　テストパターン発生ユニット
８６１　　ＤＵＴ
１７　　コンピュータ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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